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Optické kontrolni pristroje:
» Meérici lupy (bez viastniho osvétleni. s osvétlenim):

« Meérici mikroskopy
— Mikroskopy jednoduché (dilenské)
— Okularova méritka a Sablony
— Mikroskopy pro soustruhy
— Mikroskopy s méricim Sroubem
— Mikroskopy s mikrometrickym stolkem
— Mikroskopy s okularovym mikrometrem
— Mikroskopy s spiralovym okularovym mikrometrem
— Mikroskopy s okularovou revolverovou hlavou
— Mikroskopy nastrojové (malé)
— Mikroskopy nastrojové velké

— Mikroskopy méfici universalni
prislusenstvi

* Projekéni zarizeni

— k mikroskopu
— samostatna (Profilprojektory)

 Snimaci kamery s monitorem
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Lupy meérici
(dilenské):

pnanan

+ Rozsahlé zorné pole

+ Vzpfimeny obraz

+ Velka pracovni vzdalenost
- Oko je blizko objektu

J I_“I”I L.LL.L.‘: Dilensks lupa
= valkym zornym

Sfericka lups polem,

5 malym
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Lupa tkalcovska:




Merici lupy s vlastnim osvetlenim:

Pouzitim osvétlené lupy jsme nezavislymi na svételnych podminkach, Podle povahy
zkou3ené plochy, je-li zapotiebi svétla stejnomérné rozdéleného neb tvoficiho stiny,
volime matnou neb jasnou Zarovku. Osvétlené lupy pousivame k zjigténi nerovnosti,
zlomkl a trhlin na kovovych plochach, ku kontrole svarl, ledténi, lakovani, niklo-
vani a chromovani, ke zkou3eni vazby kovi a jemnych mechanickych &asti vieho
druhu. Vyménénim lup a okulard (pfi pousziti mikroskopového tubusu) ziskame na-
sledujici zvét¥eni a zorna pole:

Zvétleni 6 8¢  10<  25¥ 20 100

Zorné pnl.e v mm 33 18 10 4 2.6 1.4



Jednoduché mikroskopy
(dilenskeé):

eelkWé [konstantni} zvistBeni mikmlmpu < )
Ivitheni objeltiva . . .. . .. e bW
Zvitdeni ckudrn . . - . . . . . . .. . 16K
Primér chony okuldr 5 N 1114
Diojirickée doostFovinl okulﬂru e 3 0
Primér zoméhe pole mlkyoskopu . . . . . . . . Tmm
Volnd pracovni vedilenost mikroskopn . . . . . . M mm
Mikrometr: podet dikh stupnice . . . 68

1 Qitelt stupnice odpovidd v rmri.né piedmétu . 0l pm

nejvetd métitelnd délka v rovind pfedmétu . . § mm



eritka pro okulary mikroskopu:
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Sablony pro okulary mikroskopu:




Mikroskopy pro soustruh:
(nastavovaci mikroskopy)
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Mikroskopy s mikrometrickym stolkem (dilenskeé):
(kfizovym,uhlovym)




Mikroskopy s okularovym mikrometrem:
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Mikroskopy s -
okularovym spiralovym e
mikrometrem:




Mikroskopy s okularem
s revolverovou hlavou:
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Mikroskopy s okularem
s uhlovou hlavou:
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Mereni vysky zmenou
zaostreni:




Zpusoby osvétleni
mereneé soucasti:
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Nastrojovy mikroskop (maly):
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Nastrojovy mikroskop (velky):



Nastrojovy mikroskop (velky):




Universalni dilensky
mikroskop:




Prislusenstvi - Zavitove noziky:
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Zavitoveé noziky:
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Universalni dilensky
mikroskop s dotykovym
zarizenim:




Délici prislusenstvi:
(Vodorovna osa)




Délici prislusenstvi:
(Svisla osa)
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,Doppelboldokular®:



Projekcni zarizeni k mikroskopu:




Mikroskop s
projekcnim
zarizenim:
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Uspradani projekénich pristroju
(profilprojektoru):
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Profilprojektory:

(opticka schémata)
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Profilprojektory:

(schémata)




rofilprojektory:

(Drive a nyni)
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Kontrola profilu na profilprojektoru:
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Pr.: Natazeni sroubu
prekrocenim utahovaciho
momentu:



Snimaci kamery s monitorem:
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winteraktivni prvky*:

» Prekreslete si vyu€ujicim uréena schémata atp.;
* V prubéhu vykladu si poznamenavejte kliCové informace;
* Popiste vlastnimi slovy jednotlivé snimky (vysvétlete funkci, atp.);

 Pokuste se nalézt v pravé probrané prezentaci nepresnosti, pro
svUj nazor formulujte argumenty;
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